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変更履歴 
 

Version Date 履歴 

Version1.0 ２００２年４月  

Version1.1 ２００２年６月 Test J/K/SE0_NAK時に使用するテスト・フィクスチャ修正 

USB-IFの Test Procedureバージョンアップに伴い 

FS Upstream Signal Quality Testの手順を修正 

テスト・フィクスチャのレイアウト図を追加 

Version1.2 ２００２年１０月 Receiver Sensitivity Testにて DG2040接続方法を修正 

Version1.3 ２００３年８月 Packet Parameter、Receiver Sensitivity Test設定ファイ

ル追加 

Version1.4 ２００４年５月 TDSUSB Version1.71機能追加 

Version1.5 ２００６年８月 新テスト・フィクスチャに対応 
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１ 使用機器 
 

オシロスコープ TDS7404型、TDS7254型、TDS7704B型、TDS7404B型、

TDS7254B型、CSA7404型、CSA7404B型、TDS6604型、

TDS6404型、TDS6804B型、TDS6604B型、TDS6124C型、 

TDS6154C型、DPO7254型、DPO70404型、DPO70604型、 

DPO70804型、DSA70404型、DSA70604型、DSA70804型、 

のいずれか 

（各機種共 Opt. USB型を装備する必要があります。） 

テスト・フィクスチャ TDSUSBF型テスト・フィクスチャ 

ＦＥＴプローブ P6245型 or TAP1500型 ３本 

差動プローブ P6248型 

電流プローブ TCP202型 or TCP0030型 １本 

データ・ゼネレータ DG2040型 

ＳＭＡケーブル ２本 (174-1341-00) 

ＳＭＡアッテネータ ×５アッテネータ ２本 (015-1002-01) 

デジタル・マルチメータ 3.5桁 デジタル・マルチメータ 

テストベッド･コンピュータ Windows2000 Pro or XP Pro、USB Hi-Speedホスト・コントローラ 

USB-IFの HS Electrical Test Toolをインストール 

ＵＳＢケーブル 1m １本、5m ６本 （USB ロゴ認証された物） 

ＨＵＢ HS HUB１個以上、FS HUB １個以上、トータル５個 

（USBのロゴ認証された HUBを使用） 

隣接デバイス Intel製 USB Camera （FSデバイス） 
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２ TDSUSBF型 Compliance Test Fixture 
 
テスト･フィクスチャには以下の３タイプがあります。タイプによって接続コネクタが異なる場合が

ありますので使用するテスト･フィクスチャを確認してください。 

 

 

図２．１ Test Fixture Type1 

 

 

図２．２ Test Fixture Type2 
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図２．３ Test Fixture Type3 

 

 

２.１ Test Fixture電源 
USB High-Speedの測定を行う時にはテスト･フィクスチャの電源が必要になります。Type1、

Type2テスト･フィクスチャを使用する場合は J38の DC power in jackに付属の ACアダプ

タを接続してください。Type3テスト･フィクスチャを使用する場合は J91のジャンパをUSBに

設定して J92コネクタとオシロスコープのUSBポートをUSBケーブルにて接続してください。 
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３ TDSUSB起動 
 

３.１ TDS7000/CSA7000/TDS6000シリーズの場合 
オシロスコープの File メニューの中の Run Application より USB2.0 Test Packageを選択

してください（図３．１）。 

 

 

図３．１ TDS7000シリーズ TDSUSBの起動 
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３.２ TDS7000B/CSA7000B/TDS6000B/TDS6000Cシリーズの場合 
オシロスコープの App メニューより USB2.0 Test Packageを選択してください（図３．２）。 

 

 

図３．２ TDS7000Bシリーズ TDSUSBの起動 

 

 

３.３ DPO7000/DPO70000/DSA70000シリーズの場合 
オシロスコープのAnalyzeメニューよりUSB2.0 Test Packageを選択してください（図３．３）。 

 

 

図３．３ DPO7000シリーズ TDSUSBの起動 
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４ Device HS Signal Quality Test 
 
① 図４．１の接続図のようにテスト・フィクスチャSQ TESTブロックのJ34コネクタを測定デバ

イスに接続します。Type2、Type3 テスト･フィクスチャを使用する場合は付属の５インチ

USBケーブルを使用して J34コネクタと測定デバイスを接続してください。反対側の J37

コネクタには１ｍの USB ケーブルを介してテストベッド・コンピュータに接続します。次に

オシロスコープに差動プローブを接続して Type1、Type2 テスト・フィクスチャを使用する

場合は J36テストピンに、Type3テスト・フィクスチャを使用する場合は J310テストピンに

プロービングをします。この時、P6248 型差動プローブを使用する場合は×１アッテネー

ションを選択します。 

 

 

図４．１ HS Signal Quality Test接続図 

 
② テスト・フィクスチャのスイッチ（Ｓ６）をＩＮＩＴ側に切り替えます。 
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③ テストベッド・コンピュータから HS Electrical Test Tool を立ち上げ、画面右の Select 

Host Controller For Use In Testing項目でテストベッド・コンピュータにインストールさ

れているホスト・コントローラを選択し、画面左の Select Type Of Test項目で Deviceを

選択して TESTボタンをクリックします（図４．２）。 

 

 

図４．２ HS Electrical Test Tool 

 
④ Device Test 画面左の Select Device で接続されている（測定する）デバイスを選択し、

画面右上の Device Commandで TEST PACKETを選択して EXCUTEボタンをクリ

ックします（図４．３）。 

 

 

図４．３ Device Test TEST PACKET 

 
⑤ テスト・フィクスチャのスイッチ（Ｓ６）をＴＥＳＴ側に切り替えます。 

⑥ オシロスコープにて TDSUSB アプリケーションを起動します。起動方法は P7～P8 を参

照してください。 
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⑦ TDSUSBアプリケーションのメニュー･バーからMeasurement＞Selectを選択し、High 

Speed タブをクリックします。 

⑧ Diveice ID欄で測定するデバイスの型名を入力し、Signal Quality Check欄で Select 

Allボタンをクリックします（図４．４）。 

 

 

図４．４ HS Measurements:HS Select Signal Quality 

 
⑨ Measurements:Select 画面（図４．４）中央下の Configure ボタンをクリックすると、

Measurements:Configure画面が表示されます。ここで Configure タブを選択し、Tier

欄で Tier6、Signal Direction欄で Up Stream、Test Point欄で Near Endを選択し

ます（図４．５）。（B または Mini-B レセプタクルのデバイスは Near End を、Captive 

Cable またはオリジナルコネクタ+付属ケーブルの場合は Far Endを選択します。） 

 

 

図４．５ Measurements:Configure Configure タブ 
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⑩ Source タブを選択し、Live/Ref 欄で Differential をチェックし、差動プローブが接続さ

れているチャンネルを指定します（図４．６）。 

 

図４．６ Measurements:Configure Source タブ 

 
⑪ すべての設定を完了後、画面右の実行ボタンをクリックします。 
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⑫ 実行ボタンをクリックすると、図４．７のような画面になります。ここでオシロスコープ画面上

にパケット・データが取込まれていることを確認し、Confirm Waveform ウィンドウの OK

ボタンをクリックします。 

 

 

図４．７ HS Signal Quality Test実行 

 
⑬ OKボタンをクリックするとSignal Quality Testが開始され、Eye Diagram（図４．８）およ

びWaveform Plot（図４．９）画面が表示されます。 

⑭ Eye Diagram、Waveform Polt画面を閉じると、試験結果が表示されます（図４．１０）。

ここで画面左のEye Diagramボタンをクリックすると再度Eye Diagram画面が表示され、

Waveform PlotボタンをクリックするとWaveform Plot画面が表示されます。 
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図４．８ HS Eye Diagram 

 

 

図４．９ HS Waveform Plot 
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図４．１０ HS Signal Quality測定結果表示 

 
⑮ メニュー･バーからUtilitｉes＞Report Generatorを選択し、Report Formatで保存する

ファイル・フォーマットを選択し、Report directry、Report file name欄でレポート・ファイ

ル名と保存する場所を指定します。Generateボタンをクリックすると、測定結果レポートが

作成されます（図４．１１）。 

 

図４．１１ Report Generator 
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５ Device Packet Parameter Test 
 
① Signal Quality Test と同様の接続、設定にてテスト・フィクスチャのスイッチ（Ｓ６）をＩＮＩＴ

側に切り替えます。Type3 テスト・フィクスチャを使用している場合は差動プローブを J31

テストピンにプロービングしてください。 

② 測定するデバイスがテストモードになっている場合はデバイスの電源をＯＦＦし、再度電源

をＯＮにした後にテストベッド・コンピュータの HS Electrical Test Tool－Device Test画

面にて Enumerate Busボタンをクリックしてください。 

③ TDSUSBアプリケーションでメニュー･バーからMeasurement＞Selectを選択し、High 

Speed タブをクリックします。 

④ Device ID 欄で測定するデバイスの型名を入力し、More ボタンをクリックして High 

Speed タブの中から Packet Parameter を選択します（図５．１）。 

 

 

図５．１ HS Measurements:Select Packet Parameter 

 
⑤ 画面下の ConfigureボタンをクリックしMeasurements:Configure画面で Select DUT

にDevice、Select TestにEL_21,EL_22,EL_25を選択し Select Sourceにて差動プロ

ーブが接続されているチャンネルを指定します（図５．２）。 

 

 

図５．２ HS Measurements:Configure Packet Parameter 
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⑥ すべての設定を完了後、画面右の実行ボタンをクリックします。 

 

 
⑦ 実行ボタンをクリックすると図５．３のようなAcquire画面が表示されます。ここでSOFの信

号にてトリガがかからないようにオシロスコープのトリガ・レベルを設定します。 

 

 

図５．３ Acquire 

 
⑧ テストベッド・コンピュータの HS Electrical Test Tool－Device Test画面にて Device 

Commandに SINGLE STEP SET FEATUREを選択し、EXECUTEボタンをクリック

します（図５．４）。 

 

 

図５．４ Device Test SINGLE STEP SET FEATURE 
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⑨ EXECUTE ボタンをクリックするとオシロスコープにトリガがかかり、ホストおよびデバイス

のパケットが図５．５のように３つ表示されます。トリガがかからない場合は、トリガ・レベルを

調整して⑥～⑧の手順を繰り返します。 

 

 

図５．５ Host and Device Packet 

 
⑩ 図５．５において、パケットが表示されていることを確認して Acquire 画面の OK ボタンを

クリックすると Sync Field、EOP Width、Inter-Packet Gapを測定し測定結果を表示し

ます（図５．６）。 

 

 

図５．６ Device Packet Parameter結果 
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⑪ TDSUSBアプリケーションにてMeasurements:Configure画面に戻り Select DUTに

Device、Select Testに EL_22を選択します（図５．７）。 

 

 

図５．７ HS Measurements:Configure Packet Parameter 

 
⑫ 画面右の実行ボタンをクリックします。 

 

 

 
⑬ 実行ボタンをクリックすると図５．８のようなAcquire画面が表示されます。⑦と同様の手順

でSOFの信号にてトリガがかからないようにオシロスコープのトリガ・レベルを設定します。 

 

 

図５．８ Acquire 
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⑭ テストベッド・コンピュータの HS Electrical Test Tool－Device Test画面にて Stepボタ

ンをクリックします（図５．９）。 

 

 

図５．９ Device Test SINGLE STEP SET FEATURE 

⑮ Step ボタンをクリックするとオシロスコープに再度トリガがかかり、ホストとデバイスのパケッ

トが表示されます（図５．１０）。 

 

 

図５．１０ Host and Device Packet 
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⑯ 図５．１０において、パケットが表示されていることを確認してAcquire画面のOKボタンを

クリックすると Inter-Packet Gapを測定し測定結果を表示します（図５．１１）。 

 

 

図５．１１ Device Packet Parameter結果 
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６ Diveice Receiver Sensitivity Test 
 
① 図６．１にしたがってテスト・フィクスチャ REC TESTブロックの J28コネクタに測定デバイ

スを接続します。Type2、Type3 テスト･フィクスチャを使用する場合は付属の５インチ

USBケーブルを使用して J28コネクタと測定デバイスを接続してください。反対側の J32

コネクタには１ｍのUSBケーブルを介してテストベッド・コンピュータに接続します。次に、

オシロスコープに差動プローブを接続し、Type1、Type2 テスト・フィクスチャを使用する

場合はJ29テストピンに、Type3テスト・フィクスチャを使用する場合はJ25テストピンにプ

ロービングをします。また、DG2040型データ・ゼネレータより SMA ケーブルと×５アッテ

ネータを介して Type1、Type2テスト・フィクスチャを使用する場合は CH0をテスト・フィク

スチャの J31端子、CH1 を J30端子に接続します。Type3 テスト・フィクスチャを使用す

る場合 CH0をテスト・フィクスチャの J27端子、CH1を J24端子に接続します。 

 

 

図６．１ Receiver Sensitivity Test接続図 

 
② テスト・フィクスチャのスイッチ（Ｓ６）をＩＮＩＴ側に切り替えます。 
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③ テストベッド・コンピュータの HS Electrical Test Tool－Device Test画面にて Device 

Commandで TEST_SE0_NAKを選択し、Executeボタンをクリックします（図６．２）。 

 

 

図６．２ TEST SE0_NAK 

 
④ テスト・フィクスチャのスイッチ（Ｓ６）をＴＥＳＴ側に切り替えます。 

⑤ TDSUSBアプリケーションのメニュー･バーからMeasurement＞Selectを選択し、High 

Speed タブを選択しMoreボタンをクリックします。 

⑥ Device ID 欄で測定するデバイスの型名を入力し、High Speed タブの中で Receiver 

Sensitivityをクリックします（図６．３）。 

 

 

図６．３ Measurements:Select Receiver Sensitivity 
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⑦ 画面下の Configure ボタンをクリックして Configure ウィンドウで差動プローブが接続さ

れているチャンネルを指定し、OKボタンをクリックします（図６．４）。 

 

 

図６．４ Receiver Sensitivityチャンネル指定 

 
⑧ TDSUSBアプリケーションの実行ボタンをクリックします。 

 

 

 
⑨ 実行ボタンをクリックすると、図６．５のような Receiver Sensitivity Help画面が表示され

ます。ここで Operation タブを選択し、Start Operationをクリックします。 

 

 

図６．５ Receiver Sensitivity Help 
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⑩ Start Operation をクリックすると、図６．６の画面が表示されるので図６．５の画面より

Closeボタンをクリックして Receiver Sensitivity Help画面を閉じます。 

 

 

図６．６ Receiver Sensitivity 

 
⑪ DG2040型データ・ゼネレータで設定ファイル IN-ADD1.PDA を読み出し（図６．７）、デ

ータを出力します。 

 

 

 

図６．７ DG2040 ファイル読み出し 
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⑫ オシロスコープを図６．８のような適切なレンジに設定してデータ・ゼネレータのパケットに

対してデバイスより NAKパケットが返ってくることを確認します。 

 

 

 

図６．８ デバイス応答 

 
⑬ データ・ゼネレータの振幅をデバイスからの NAK パケットが返ってこなくなる直前まで

徐々に下げていきます（図６．９）。データ･ゼネレータの出力レベルは50mVステップにて

CH0、CH1同時に下げます。 

 

 

図６．９ DG2040振幅 

 

DG2040出力 デバイスよりの NAKパケット 
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⑭ このときのデータ・ゼネレータのパケットをオシロスコープにて拡大し、カーソルを表示して

正側レベルにカーソルを合わせます。ここで、図６．６の Test 欄で Receiver、Peak 欄で

Positive を選択し、Recordボタンをクリックします（図６．１０）。 

 

 

図６．１０ Receiver正レベル 

 
⑮ データ・ゼネレータのパケットの負側レベルにカーソルを合わせ、Peak欄で Negativeを

選択してから Recordボタンをクリックすると、Resultが表示されます（図６．１１）。 

 

 

図６．１１ Receiver負レベル 
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⑯ 更に⑬の方法でデータ・ゼネレータの振幅を、デバイスからのパケットが完全に返ってこ

なくなるまで徐々に下げていきます（図６．１２）。 

 

 

 

図６．１２ デバイス無応答 

 
⑰ このときのデータ・ゼネレータのパケットをオシロスコープにて拡大し、カーソルを表示して

正側レベルにカーソルを合わせます。ここで、図６．６の Test 欄で Squelch、Peak 欄で

Positive を選択し、Recordボタンをクリックします（図６．１３）。 

 

 

図６．１３ Squelch正レベル 

 

DG2040出力 
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⑱ データ・ゼネレータのパケットの負側レベルにカーソルを合わせて Peak 欄で Negative

を選択してから Recordボタンをクリックすると、Resultが表示されます。（図６．１４） 

 

 

図６．１４ Squelch負レベル 
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⑲ DG2040 型データ・ゼネレータで設定ファイル MIN-ADD1.PDA を読み出し（12bit 

SYNC パケット）、出力電圧を⑭で設定したデバイスからパケットが返ってくる最小の電圧

に設定してデータを出力し、⑫と同様にデバイスからのパケットが返ってくることを確認し

ます（図６．１５）。 

 

 

 

図６．１５ 12bit SYNCに対する応答 

 
⑳ EL_18にてデバイスのパケットが返ってきた場合は Respondingをクリックします。デバイ

スからのパケットが返ってこない場合は Not Respondingをクリックします。 

 

 

DG2040出力 (12bit SYNC) デバイスよりのパケット 
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７ Device CHIRP Timing Test 
 
① 図７．１にしたがってテスト・フィクスチャ SQ TESTブロックの J34コネクタに測定デバイス

を接続します。Type2、Type3 テスト･フィクスチャを使用する場合は付属の５インチ USB

ケーブルを使用してJ34コネクタと測定デバイスを接続してください。反対側のJ37コネク

タには１ｍのUSBケーブルを介してテストベッド・コンピュータに接続します。次に、オシロ

スコープに FET プローブを２本接続し、Type1、Type2 テスト・フィクスチャを使用する場

合は J36 テストピンの、Type3 テスト・フィクスチャを使用する場合は J31 テストピンの D

＋、D－にそれぞれプロービングをします。 

 

 

図７．１ CHIRP Timing Test接続図 

 
② テスト・フィクスチャのスイッチ（Ｓ６）をＩＮＩＴ側に切り替えます。 

③ TDSUSBアプリケーションでメニュー･バーからMeasurement＞Selectを選択し、High 

Speed タブをクリックします。 

 

 



ＵＳＢ２．０ Ｄｅｖｉｃｅ 認証試験手順書 Ver1.5 
 
 

 
日本テクトロニクス株式会社 32/62 

 
④ Device ID欄で測定するデバイスの型名を入力し、High Spped タブの中から Chirpを

選択します（図７．２）。 

 

 

図７．２ Measurements:Select Chirp 

 
⑤ 画面下のConfigureボタンをクリックし、Measurements:Configure画面でSelect DUT

にDevice、Select TestにEL_28,EL_29,EL_31を選択し Select Sourceにてプローブ

が接続されているチャンネルを指定します（図７．３）。 

 

 

図７．３ Measurements : Configure CHIRP Timing 

 
⑥ TDSUSBアプリケーションで実行ボタンをクリックします。 
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⑦ 実行ボタンをクリックすると、図７．４のような Confirm Waveform ウィンドウが表示されま

す。 

 

図７．４ Confirm Waveform 

 
⑧ テストベッド・コンピュータの HS Electrical Test Tool－Device Test 画面にて

Enumerate Busボタンをクリックします（図７．５） 

 

 

図７．５ Device Test Enumerate Bus 
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⑨ オシロスコープにトリガがかかり CHIRP 信号が取り込まれることを確認し（図７．６）、

Confirm Waveform ウィンドウの OK ボタンをクリックします。この時オシロスコープ画面

上にて HS ターミネーションされる（CH1、CH2 共に電圧レベルが約 400mV に下がる）

まで波形が取り込めなかった場合は時間軸感度の設定を変更して再度⑧の手順を行い、

必ず HS ターミネーションされるまで波形を取り込んでから OK ボタンをクリックしてくださ

い。 

 

 

図７．６ Device CHIRP Test 

 
⑩ OKボタンをクリックすると、CHIRP試験の結果が表示されます（図７．７）。 

 

 

図７．７ CHIRP Test結果 

 

HS Termination 
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⑪ CHIRP-K が続いた後に CHIRP K-J-K-J-K-J と３回続くことを確認します。この時、

CHIRP K-J-K-J-K-Jの後HS ターミネーションがされるまでの時間をカーソルで測定し、

５００μｓ以下であることを確認します（図７．８）。 

 

 

図７．８ Device HS Termination 
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８ Device Suspend/Resume/Reset Timing Test 
８.１ Suspend→Resume 

 
① CHIRP Testと同様に接続しテスト・フィクスチャのスイッチ（Ｓ６）をＩＮＩＴ側に切り替えます

（図７．１）。 

② TDSUSBアプリケーションでメニュー･バーからMeasurement＞Selectを選択し、High 

Speed タブをクリックします。 

③ Device ID欄で測定するデバイスの型名を入力し、High Spped タブの中から Suspend

を選択します（図８．１）。 

 

 

図８．１ Measurements:Select Suspend 

 
④ 画面下の Configure ボタンをクリックし、Measurements:Configure 画面で Signal 

Dirrectionに Up Streamを選択し Select Sourceにてプローブが接続されているチャ

ンネルを指定します（図８．２）。 

 

 

図８．２ Measurements : Configure Suspend 
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⑤ TDSUSBアプリケーションで実行ボタンをクリックします。 

 

 

 
⑥ 実行ボタンをクリックすると、図８．３のような Confirm Waveform ウィンドウが表示されま

す。 

 

図８．３ Confirm Waveform 

 
⑦ テストベッド・コンピュータの HS Electrical Test Tool－Device Test画面にて Device 

Commandで SUSPENDを選択し、EXECUTEボタンをクリックします（図８．４）。 

 

 

図８．４ Device Test SUSPEND 
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⑧ オシロスコープにトリガがかかり Suspend 信号が取り込まれることを確認し（図８．５）、

Confirm WaveformウィンドウのOKボタンをクリックします。この時下図のように SOFの

信号を取り込めない場合はオシロスコープのRESOLUTIONつまみを右にまわしてサン

プルレートを上げてから再度⑦の手順にて波形を取り込み直してください。 

 

 

図８．５ Device Suspend Test 

 
⑨ OKボタンをクリックすると、Suspend試験の結果が表示されます（図８．６）。 

 

 

図８．６ Suspend Test結果 

 

SOF 
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⑩ オシロスコープの Trigger Mode を AUTO に設定してデバイスがサスペンドモードで電

圧レベルが D＋≒３．３Ｖ、D－≦０．７Ｖになっていることを確認します（図８．７）。 

 

 

図８．７ Device Suspend Mode 

 
⑪ TDSUSBアプリケーションにてMeasurements:Select画面に戻りHigh Spped タブの

中から Resumeを選択します（図８．８）。 

 

 

図８．８ Measurements:Select Resume 
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⑫ 画面下の Configure ボタンをクリックし、Measurements:Configure 画面で Signal 

Dirrectionに Up Streamを選択し Select Sourceにてプローブが接続されているチャ

ンネルを指定します（図８．９）。 

 

 

図８．９ Measurements : Configure Resume 

 
⑬ TDSUSBアプリケーションで実行ボタンをクリックします。 

 

 

 
⑭ 実行ボタンをクリックすると、図８．１０のような Confirm Waveformウィンドウが表示されま

す。 

 

図８．１０ Confirm Waveform 
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⑮ テストベッド・コンピュータの HS Electrical Test Tool－Device Test画面にて Device 

Commandから RESUMEを選択し、EXECUTEボタンをクリックします（図８．１１）。 

 

 

図８．１１ Device Test RESUME 

 
⑯ オシロスコープにトリガがかかり Resume 信号が取り込まれることを確認し（図８．１２）、

Confirm Waveform ウィンドウの OKボタンをクリックします。 

 

 

図８．１２ Device Resume Test 
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⑰ OKボタンをクリックすると、Resume試験の結果が表示されます（図８．１３）。 

 

 

図８．１３ Resume Test結果 

 

 

８.２ High Speeed→Reset 
 
① TDSUSBアプリケーションでメニュー･バーからMeasurement＞Selectを選択し、High 

Speed タブをクリックします。 

② Device ID 欄で測定するデバイスの型名を入力し、High Spped タブの中から Reset 

From High Speedを選択します（図８．１４）。 

 

 

図８．１４ Measurements:Select Reset From High Speed 
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③ 画面下の Configure ボタンをクリックし、Measurements:Configure 画面で Signal 

Dirrectionに Up Streamを選択し Select Sourceにてプローブが接続されているチャ

ンネルを指定します（図８．１５） 

 

 

図８．１５ Measurements : Configure Reset From High Speed 

 
④ TDSUSBアプリケーションで実行ボタンをクリックします。 

 

 

 
⑤ 実行ボタンをクリックすると、図８．１６のような Confirm Waveformウィンドウが表示されま

す。 

 

図８．１６ Confirm Waveform 
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⑥ テストベッド・コンピュータの HS Electrical Test Tool－Device Test画面にて Device 

Commandから RESETを選択し、EXECUTEボタンをクリックします（図８．１７）。 

 

 

図８．１７ Device Test RESET 

 
⑦ オシロスコープにトリガがかかり Reset 信号が取り込まれることを確認し（図８．１８）、

Confirm WaveformウィンドウのOKボタンをクリックします。この時下図のように SOFの

信号を取り込めない場合はオシロスコープのRESOLUTIONつまみを右にまわしてサン

プルレートを上げてから再度⑥の手順にて波形を取り込み直してください。 

 

 

図８．１８ Device Reset From High Speed Test 

 

SOF 
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⑧ OKボタンをクリックすると、Reset From High Speed試験の結果が表示されます（図８．

１９）。 

 

 

図８．１９ Reset From High Speed Test結果 

 

 

８.３ Suspend→Reset 
 
① TDSUSBアプリケーションでメニュー･バーからMeasurement＞Selectを選択し、High 

Speed タブをクリックします。 

② Device ID 欄で測定するデバイスの型名を入力し、High Spped タブの中から Reset 

From Suspendを選択します（図８．２０）。 

 

 

図８．２０ Measurements:Select Reset From Suspend 
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③ 画面下の Configure ボタンをクリックし、Measurements:Configure 画面で Signal 

Dirrectionに Up Streamを選択し Select Sourceにてプローブが接続されているチャ

ンネルを指定します（図８．２１） 

 

 

図８．２１ Measurements : Configure Reset From Suspend 

 
④ TDSUSBアプリケーションで実行ボタンをクリックします。 

 

 

 
⑤ 実行ボタンをクリックすると、図８．２２のような Confirm Waveformウィンドウが表示されま

す。 

 

図８．２２ Confirm Waveform 
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⑥ テストベッド・コンピュータの HS Electrical Test Tool－Device Test画面にて Device 

Commandで SUSPENDを選択し、EXECUTEボタンをクリックします（図８．２３）。 

 

 

図８．２３ Device Test SUSPEND 

 
⑦ HS Electrical Test Tool－Device Test画面のDevice CommandからRESETを選択

し、EXECUTEボタンをクリックします（図８．２４）。 

 

 

図８．２４ Device Test RESET 
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⑧ オシロスコープにトリガがかかり Resrt 信号が取り込まれることを確認し（図８．２５）、

Confirm Waveform ウィンドウの OKボタンをクリックします。 

 

 
 

図８．２５ Device Reset From Suspend Test 

 
⑨ OKボタンをクリックすると、Resrt From High Speed試験の結果が表示されます（図８．

２６）。 

 

 
 

図８．２６ Reset From Suspend Test結果 
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９ Device Test J/K,SE0_NAK 
 
① 図９．１にしたがってテスト・フィクスチャ SQ TESTブロックの J34コネクタに測定デバイス

を接続します。Type2、Type3 テスト･フィクスチャを使用する場合は付属の５インチ USB

ケーブルを使用してJ34コネクタと測定デバイスを接続してください。反対側のJ37コネク

タには１ｍの USBケーブルを介してテストベッド・コンピュータに接続します。 

 

 

図９．１ Test J/K,SE0_NAK接続図 

 
② テスト・フィクスチャのスイッチ（Ｓ６）をＩＮＩＴ側に切り替えます。 

③ テストベッド・コンピュータの HS Electrical Test Tool－Device Test画面にて Device 

Commandから TEST Jを選択し、EXECUTEボタンをクリックします（図９．２）。 

 

 

図９．２ Device Test J 
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④ テスト・フィクスチャのスイッチ（Ｓ６）をＴＥＳＴ側に切り替えます。 

⑤ Type1、Type2 テスト・フィクスチャを使用する場合は J36 テストピンにて、Type3 テスト・

フィクスチャを使用する場合はJ31テストピンにてD＋、D－の電圧をマルチメータで測定

し、D＋が３６０～４４０ｍＶ、D－が－１０～+１０ｍＶの間にあることを確認します。 

 
⑥ テスト・フィクスチャのスイッチ（Ｓ６）をＩＮＩＴ側に切り替えます。 

⑦ 測定デバイスの電源をＯＦＦし、再度電源をＯＮにした後にテストベッド・コンピュータの

HS Electrical Test Tool－Device Test画面にて Enumerate Busボタンをクリックしま

す（図９．３）。 

⑧ テストベッド・コンピュータの HS Electrical Test Tool－Device Test画面にて Device 

Commandから TEST Kを選択し、EXECUTEボタンをクリックします（図９．３）。 

 

 

図９．３ Device Test K 

 
⑨ テスト・フィクスチャのスイッチ（Ｓ６）をＴＥＳＴ側に切り替えます。 

⑩ Tepe1、Type2 テスト・フィクスチャを使用する場合は J36 テストピンにて、Type3 テスト・

フィクスチャを使用する場合はJ31テストピンにてD＋、D－の電圧をマルチメータで測定

し、D＋が－１０～+１０ｍＶ、D－が３６０～４４０ｍＶの間にあることを確認します。 
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⑪ テスト・フィクスチャのスイッチ（Ｓ６）をＩＮＩＴ側に切り替えます。 

⑫ 測定デバイスの電源をＯＦＦし、再度電源をＯＮにした後にテストベッド・コンピュータの

HS Electrical Test Tool－Device Test画面にて Enumerate Busボタンをクリックしま

す（図９．４）。 

⑬ テストベッド・コンピュータの HS Electrical Test Tool－Device Test画面にて Device 

Commandから TEST_SE0_NAKを選択して EXECUTEボタンをクリックします（図９．

４）。 

 

 

図９．４ Device Test SE0_NAK 

 
⑭ テスト・フィクスチャのスイッチ（Ｓ６）をＴＥＳＴ側に切り替えます。 

⑮ Tepe1、Type2 テスト・フィクスチャを使用する場合は J36 テストピンにて、Type3 テスト・

フィクスチャを使用する場合はJ31テストピンにてD＋、D－の電圧をマルチメータで測定

し、D＋、D－が共に－１０～+１０ｍＶの間にあることを確認します。 
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１０ Inrush Current Test 
 
① 図１０．１にしたがって、テスト・フィクスチャ INRUSH TESTブロックの J７コネクタにテスト

ベッド・コンピュータに接続します。次に、オシロスコープに電流プローブを接続して

VBUS Loop Wireにプロービングをします。測定デバイスには１ｍのUSBケーブルを接

続します。この時、USBケーブルはテスト・フィクスチャには接続しません。 

 

図１０．１ Inrush Current Test接続図 

 
② オシロスコープにて TDSUSBアプリケーションを立ち上げます。 

③ TDSUSB アプリケーションのメニュー･バーから Measurement＞Select を選択クし、測

定するデバイスによって High、Fullまたは Low Speed タブをクリックします。 

④ Device ID 欄で測定するデバイスの型名を入力し、Inrush Current をクリックします。

（図１０．２） 

 

 

図１０．２ Measurements:Select Inrush Current 
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⑤ 画面下の Configure ボタンをクリックして Configure ウィンドウを開き、Configure タブを

選択して Tierに Tier1、VbusでManual Entryを ONにして 5.15V、Device Typeに

Hot Plug Attachを選択します（図１０．３）。 

 

 

図１０．３ Measurements : Configure 

 
⑥ Sourceタブを選択し、Live/Refをチェックして電流プローブが接続されているチャンネル

を指定します（図１０．４）。 

 

 

図１０．４ Measurements : Source 

 
⑦ TDSUSBアプリケーションで実行ボタンをクリックします。 
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⑧ 実行ボタンをクリックすると、図１０．５のウィンドウが表示されます。 

 

 

図１０．５ Confirm Waveform 

 
⑨ Type1、Type2テスト・フィクスチャを使用する場合は INRUSH TESTブロックの J11 コ

ネクタに、Type3 テスト･フィクスチャを使用する場合は J10 コネクタに測定デバイスに接

続されたUSBケーブルを接続し、ディスチャージ・スイッチ（Ｓ５）をDISCHARG側に切り

替えます。 

⑩ ⑨で接続した USBケーブルをテスト・フィクスチャより切断します。 

⑪ ディスチャージ・スイッチ（Ｓ５）を DUT ON側に切り替えます。 

⑫ 再度テスト・フィクスチャ INRUSH TEST ブロックの J11（Type1、type2）または J10

（Type3）コネクタに測定デバイスに接続された USBケーブルを接続します。 
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⑬ ケーブルを差し込むとオシロスコープにトリガがかかり、図１０．６のような波形が取り込ま

れます。この時トリガがかからない場合は、トリガ・レベルを変更して⑨～⑫の手順を繰り

返します。 

 

 

図１０．６ Inrush Waveform 

注意：突入電流が 100mA 以下になるまでオシロスコープのメモリ内に入りきらない場合はオ
シロスコープの時間軸設定を変更し⑨～⑬の手順を行い 100mA 以下になるまでメモリ内に
取り込んでください。 
 
⑭ 波形が取り込まれ、OKボタンをクリックすると測定結果が表示されます（図１０．７）。 

 

 

図１０．７ Inrush Test測定結果 
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１１ FS/LS Upstream Signal Quality Test 
 
① 図１１．１にしたがってテストベッド・コンピュータに５ｍの USB ケーブルを使用して HUB

を５段接続します。この時ホストに１番近いハブには HS HUB を２番目のハブには FS 

HUB を使用します。次に、５番目のハブのダウンストリーム・ポートにテスト・フィクスチャ

INRUSHブロックの J7コネクタと ADJACENT TRIGGERブロックの J12コネクタを接

続し、Ｓ５スイッチを DUT ON側に切り替えます。 

② Type1、Type2テスト･フィクスチャを使用する場合は INRUSHブロックの J11コネクタに

５ｍのUSBケーブルを介して測定デバイスを、ADJACENT DEVICEブロックの J15コ

ネクタに隣接デバイスを接続します。また、Type3 テスト・フィクスチャを使用する場合は

INRUSH ブロックの J10 コネクタに５ｍの USB ケーブルを介して測定デバイスを、

ADJACENT DEVICEブロックのJ14コネクタに隣接デバイスを接続します（図１１．１）。

隣接デバイスには FS の測定を行う場合は FS デバイスを、LS の測定を行う場合は LS

デバイスを使用してください。 

 

 

図１１．１ FS/LS Upstream Signal Quality Test接続図 

 
③ オシロスコープに FET プローブを３本接続し、その中の２本を J８テストピンの D＋、D－

にそれぞれプロービングします。残りの１本をType1、Type 2テスト・フィクスチャを使用す

る場合は J13 テストピン、Type3 テスト・フィクスチャを使用する場合は J11 テストピンの

D+（LSデバイスを測定する場合は D－）に接続します。 
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④ テストベッド・コンピュータから HS Electrical Test Tool を立ち上げ、画面右の Select 

Host Controller For Use In Testing項目でテストベッド・コンピュータにインストールさ

れているホスト・コントローラを選択します次に、画面左の Select Type Of Test 項目で

Deviceを選択して TESTボタンをクリックします（図１１．２）。 

 

 

図１１．２ HS Electrical Test Toolプログラム 

 

 
⑤ オシロスコープにて TDSUSB アプリケーションを起動します。起動方法は P7～P8 を参

照してください。 

⑥ TDSUSB アプリケーションのメニュー･バーからMeasurement＞Select を選択し、測定

するデバイスによって Full Speedまたは Low Speed タブを選択します。 

⑦ Device ID欄で測定するデバイスの型名を入力し、Signal Quality Check欄で Select 

Allボタンをクリックします（図１１．３）。 

 

 

図１１．３ Measurements:Select FS Signal Quality 
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⑧ Measurements:Select画面（図１１．３）にて中央下のConfigureボタンをクリックすると、

Measurements:Configure画面が表示されます。ここで Configure タブを選択し、Tier

欄で Tier6、Signal Direction欄で Up Stream、Test Point欄で Far Endを選択しま

す（図１１．４）。 

 

図１１．４ Measurements:Configure－Configure タブ 

 
⑨ 次に、Source タブを選択し、Live/Refで Single Endedをチェックし、測定デバイスおよ

び隣接デバイスに接続されているチャンネルを指定します（図１１．５）。 

 

図１１．５ Measurements:Configure－Source タブ 

 
⑩ すべての設定が完了したら画面右の実行ボタンをクリックします。 
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⑪ 実行ボタンをクリックすると、図１１．６のようなウィンドウが表示されます。 

 

 

図１１．６ Confirm Waveform 

 
⑫ テストベッド・コンピュータのElectrical Test Tool－Device Test画面にてSelect Device

欄にて測定を行うデバイスを選択、Device Command で LOOP DEVICE 

DESCRIPTOR を選択し EXECUTEボタンをクリックします（図１１．７）。 

 

 

図１１．７ HS Electrical Test Tool – Device Test 
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⑬ EXECUTEボタンをクリックすると、オシロスコープにトリガがかかり、図１１．８のようなパケ

ット信号が取込まれます。 

 

 

図１１．８ FS Signal Quality Test実行 
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⑭ Confirm WaveformウィンドウのOKボタンをクリックすると Signal Quality Testが開始

され、Eye Diagram（図１１．９）および Waveform Plot（図１１．１０）画面が表示されま

す。 

 

 

図１１．９ FS Eye Diagram 

 

図１１．１０ FS Waveform Plot 
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⑮ Eye Diagram、Waveform Plot画面を閉じると、試験結果が表示されます（図１１．１１）。

ここで、画面右の Eye Diagramボタンをクリックすると再度 Eye Diagram画面が表示さ

れ、Waveform PlotボタンをクリックするとWaveform Plot画面が表示されます。 

 

 

図１１．１１ HS Signal Quality測定結果表示 

 
⑯ HS Signal Quality Test⑮と同様にレポートを作成します。 

 

 


